sglicacao com ions

Utilizacao de microfeixe

Introducao

A linha de microfeixe consiste em um modelo da Oxford
(Fig.1) com um arranjo de focalizacao tripleto quadrupolar. A
camara de irradiagcbes contem um detector de raios-x de
Si(Li) (modelo Sirius 80 e2V, Scientific Instruments) para
analises de PIXE; dois detectores de estado solido, para
analises de STIM, situados em diferentes angulos com
relacdo a incidéncia do feixe de ions (Fig 2), bem como um
copo de Faraday.

Copo de Faraday Detector de PIXE

Detector de RBS
Detector de STIM in-line

Detector de STIM off-axis

Fig.1: Imagem do sistema _ _ L
de microfeixes de ions Fig.2:Desenho representativo do interior da

camara de irradiacdao, mostrando a direcdo do
feixe, os detectores de PIXE, de STIM in-line e off-
axis, e o copo de Faraday.

existentes no LIl do Instituto
de Fisicada UFRGS.

Objetivo

Neste trabalho, propde-se averiguar microestruturas

provocadas por feixe de protons em folhas de polimeros por
meio do sistema de microfeixe de ions existente no

Laboratério de Implantacéo I6nica da UFRGS (LII) .

Metodologia

A metodogia desenvolvida divide-se em duas partes.
Primeiramente as amostras sao irradias e posteriormente sao
submergidas em uma solucdo quimico capaz de promover

corrosao.
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Fig.3: Conjunto de imagem representativa do microfeixe (1), padréo de desenho (2) e o
caminho realizado pelo feixe durante a irradiacao (3).

Durante o processo de estruturacdo em polimeros, folhas
comerciais de PET com espessura nominal de 12 pm e 1cm?
aproximadamente foram preparadas e irradiadas com o
microfeixe Fig.3 (1). As Irradiagcoes foram realizadas no
acelerador de ions Tandetron de 3 MV do Instituto de Fisica da
UFRGS .

Para realizar este processo € necessario criar uma figura,
em 2D, que servird como padrao durante a estruturacao Fig.3
(2). Esta figura contem dimenséao de 256 x 256 pixels (padréao
estabelecido pelo programa de analise).Ela € composta por
uma matriz de 10 x 10 pontos de dimensao equivalente a 3 x 3
pixels cada.E deve, ainda, ser salva como um arquivo de
bitmap monocromatico.A coloracédo da figura deve ser branca,
enguanto que o restante da matriz deve ser preta.
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As técnicas baseadas na utilizac&o de ions energéticos para a analise de materiais vem sendo amplamente exploradas
em pesquisas bastante recentes.Entretanto a utilizacdo destes ions apresentam também aplicacdes em potenciais no
campo de modificacdo de materiais através da interacao destes ions com o interior do material.O microfeixe consiste na
Incidéncia de um feixe de prétons (H") focalizado da ordem de MeV em uma amostra. Ao penetrar na amostra, o feixe
de ions focalizados produz uma série de modificacdes na estrutura e nas propriedades do material.

Durante o processo de irradiacao,foi fixada uma fluéncia em 2 x
10" fons.cm™.Alem disso,0 feixe sempre faz um caminho de cima
para baixo na amostra até que todo o padrdo escolhido seja
estruturado na matriz polimeérica, conforme mostra em Fig.3 (3)
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Fig.4: Representagao do fendmeno de cisao e cross-links.

A exposicao de polimeros a radiacdo de alta energia conduz o
rompimento de ligacoes ao longo da cadeia principal (Cisao),
enquanto que a recombinacao dos radicais ocorrem quando eles sao
capturados e aprisionados pela molecula (Cross-links).

2- Ataque quimico

Depois de irradiadas, as
amostras foram atacadas com uma
solucao de hidroxido de sabdio
preparada com NaOH Merck 99%
(P.A.) a uma concentracao que
manteve-se constante em 6 M.Os
tempos de ataque quimico variaram "
com uma temperatura fixada em N\ swecinart
60°C. O sistema com o qual foram

Fig.5: Mostra o agitador magnético

realizados os ataques é X
: gue sustenta um bequer com solucéo de
mostrado na Flg 9. NaOH. Bem como o sistema de

: z aquecimento e o termopar conectado a
Esse Sistema e Composto por um um computador para controlar a

copo de bequer termostatizado N0 gmneratura.

gqual a solucao de ataque era

colocada, uma chapa magnética responsavel por proporcionar a
homogeneizacao da solucdo atraves de agitacdo magnética, e por
um sistema de aquecimento e circulacdo de agua, conectado ao
béguer por duas mangueiras de silicone para o aquecimento do

sistema através da passagem de agua quente.
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Fig 6 . Imagens obtidas por Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) das amostras de PET
irradiadas com 3 MeV de H+ com uma fluéncia de 2 x 10"’ jons.cm™ e atacadas com tempos de 30
segundos e 3 minutos, com 6M de NaOH.

As amostras irradiadas conforme o padrao de quadrados foram
analisadas por MEV e mostraram a importancia do atague quimico na
estruturacdo por microfeixe de protons. De acordo com a Fig 6 é
possivel verificar a remocdo de material da zona modificada, bem
como sua dependéncia com o tempo de ataque quimico. Nota-se que
para tempos pequenos de atague quimico, ainda nao € possivel
remover todo o0 material das zonas modificadas fisicamente,
enquanto gque, aparentemente, a total remocao ocorre para ataque de
20 minutos.
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